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      Аннотация

    
        
          Рассмотрены некоторые современные методики рентгеноструктурного, микрорентгеноспектрального анализов, а также растровой электронной, сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии. Эти сведения представлены в пособии в виде лабораторных работ, выполняемых студентами по тематике, соответствующей теоретическим материалам. В рамках работ студенты изучают методы рентгеновского анализа и принципы работы атомно-силового микроскопа и методы определения резонансной частоты зонда и получения топографии поверхности исследуемого образца. Целью учебного пособия является получение практических знаний при рентгеновских исследованиях поликристаллических материалов. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям: «Наноматериалы и нанотехнология», «Материаловедение и технология новых материалов», «Металлургия», «Физика», «Химия, химическая технология и биотехнология» и других смежных специальностей, а также могут быть рекомендованы аспирантам и специалистам, обучающимся по программе дополнительного профессионального образования в области рентгеновского, рентгеноспектрального и электронно-микроскопического анализов.
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